1. Pare stow o platformie edukacyjnej NI-ELVIS I+

NI ELVIS 1l jest platformg edukacyjng petnigca role laboratorium pomiarowego wyposazonego
w zestaw wirtualnych instrumentéw pozwalajgcych na realizacje rzeczywistych pomiarow (ang.

Educational Laboratory Virtual Instrumentation Suite). Rys.1.32 przedstawia widok platformy ELVIS I1+.

Rys.1.32 Widok platformy ELVIS II+.

Platforma NI ELVIS II+ posiada 12 zintegrowanych urzgdzen pomiarowych bazujgcych na srodowisku
programistycznym LabVIEW. Nalezg do nich:
e oscyloskop (Oscilloscope; Scope),
e multimetr (Digital Multimeter; DMM),
e generator funkcyjny (Function Generator; FGEN),
e analizator sygnatow (Dynamic Signal Analyzer; DSA),
e analizator impedanciji (Impedance Analyzer),
e analizator czestotliwosciowy (Bode Analyzer),
e analizator I-V dwdjnikéw (Two-Wire Current Voltage Analyzer),
e analizator I-V trojnikéw (Three-Wire Current Voltage Analyzer),
e generator arbitralny (Arbitrary Waveform Generator; ARB),

e czytnik stanéw cyfrowych (Digital Reader),



e generator standw cyfrowych (Digital Writer).

e zasilacz regulowany (Variable Power Supply).

Dostep do nich zapewnia oprogramowanie NI ELVISmx, w sktad ktérego wchodzg miedzy innymi
programowe interfejsy pomiarowe (ang. soft front panels; SFPs) imitujgce ptyty czotowe rzeczywistych
urzgdzeh. Pozwala to na korzystanie z nich, jak z samodzielnych i niezaleznych miernikow.
Oprogramowanie Ni ELVISmx pozwala réwniez na dostep i petng obstuge tych urzgdzen z poziomu
Srodowiska LabVIEW.

Opis komponentéw platformy NI ELVIS lI+ (zgodnie z nomenklaturg z Rys. 1.32):

1. Sekcja zasilania i komunikacji platformy

e gtéwny wiacznik zasilania platformy
e gniazdo zasilania
e (gniazdo USB ““"‘

= ’

(te elementy umieszczone s3 z tytu pliyty) 0 | Ao

2. Sekcja sygnalizacji aktywnosci makiety

e Wiacznik zasilania makiety

e Dioda LED sygnalizuje wtgczenie zasilania ptyty

e Dioda Ready informuje o gotowosci do pracy (po
ustanowiu potgczenia z komputerem)

e Dioda Active informuje o aktywnosci urzadzenia

3. Sekcja regulacji manualnej napiecia

e diody MANUAL MODE sygnalizujg witgczong reczng

_I

regulacje napiecia za pomocg pokretet - odpowiednio do
przypisanych im zakreséw napieciowych:

e od 0Vdo +12V (gorne pokretto VOLTAGE) oraz

e od O0Vdo -12V (dolne pokretto VOLTAGE).



4. Sekcja regulacji manualnej generatora funkcyjnego

e dioda MANUAL MODE sygnalizuje mozliwos¢ recznego
ustawiania:

e czestotliwosci - pokretto Frequency oraz

e amplitudy pokretto Amplitude.

5. Sekcja oscyloskopu oraz generatora funkcyjnego:
e CH 0 - wejscie typu BNC dla kanatu 0 oscyloskopu
e CH 1 - wejscie typu BNC dla kanatu 1 oscyloskopu
¢ FGEN/TRIG — opcjonalnie: wyjscie generatora
funkcyjnego /wejscie cyfrowego sygnatu

wyzwalajgcego oscyloskopu

6. Sekcja wejs¢ pomiarowych multimetru cyfrowego:
e VQ - wejscie typu banan do pomiaru napiecia,
rezystanciji i testowania diod,
e COM - wejscie wspdlne typu banan,

e A — wejscie typu banan pomiaru natezenia pradu.




7. Sekcja zabezpieczenia

gniazdo bezpiecznikowe.

8. Gniazda $rub do mocowania ptyt do prototypowania lub innych makiet

9. Interfejs pomiarowy makiety ELVIS I+

10. Uchwyt montazowy do stabilizacji potozenia makiet dydaktycznych

3.1 Plyta do prototypowania dla makiety ELVIS II+

W podstawowej konfiguracji NI ELVIS I+ jest dostarczany z ptytg do prototypowania uktadow

pomiarowymi
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Rys.1.33 Widok platformy ELVIS |1+ wraz z ptytg do prototypowania.



Wykorzystanie tej ptyty pozwala na weryfikacje podstawowych praw fizycznych zwigzanych
z przeptywem pradu elektrycznego oraz na badanie witasciwosci elementdw elektronicznych.
Sprzegniecie tego uktadu pomiarowego z dodatkowym oprogramowaniem NI Multisim - stuzgcym do
analizy i symulacji uktadéw elektronicznych w srodowisku SPICE - znacznie poszerza skale jego
zastosowan. Od nauki prostych zagadnien zwigzanych z uktadami elektronicznymi, az po
zaawansowang analize uktadéw potaczong z projektowaniem obwodoéw drukowanych.
Niezaleznie jednak od stopnia naszego zaawansowania i wiedzy z zakresu fizyki i elektroniki mozemy
prace z tym zestawem rozpocza¢ od:

e narysowania schematu (Multisim (lub LabVIEW)),

e dokonania analiz (Multisim (lub LabVIEW)),

e zrealizowania uktadu na ptycie prototypowej (ELVIS),

e na pomiarach i rejestracji danych konczac (ELVIS).

Zarejestrowane sygnaty pomiarowe mozemy nastepnie poréwnaé z wynikami wykonanych wczes$niej
symulacji i analiz oraz z przyjetymi na wstepie zatozeniami projektowymi.
Jesli badany koncept nie wymaga stosowania narzedzi do modelowania elementéw elektronicznych
wowczas mozemy zastosowac srodowisko LabVIEW (w miejsce pakietu Multisim).

Ptyta do prototypowania zastosowana w platformie ELVIS I+ (Rys. 1.34) umozliwia realizacje
i testowanie uktadow elektronicznych bez koniecznosci uprzedniego sporzadzenia ptytek
montazowych (tak zwanych obwoddéw drukowanych) oraz pozwala na tgczenie elementéw bez
wykonywania statych (to znaczy lutowanych) potgczen pomiedzy nimi. Zapewnia to na szybkg
oraz bezproblemowag zmiane konfiguracji potgczen, jak rowniez minimalizuje (jesli nie eliminuje)
koniecznos$¢ wykorzystywania lutownic na stanowisku pomiarowym. Zwieksza to rowniez zywotnos¢

stosowanych podzespotéw elektronicznych.
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Rys.1.34 Widok ptyty do prototypowania dedykowanej do platformy ELVIS II+.

Na Rys. 1.35 przedstawiono obszar stuzgcy do montazu ukladéow Skilada sie ona z czterech
pionowych sekcji zasilania. Kazda sekcja jest oznaczona dwoma kolorami: czerwonym i niebieskim
wraz z zasugerowanym potencjatem, jaki warto podigczy¢. W kazdej sekcji zasilania wszystkie
gniazda danego potencjatu sg ze sobg potgczone - tak jak to sugerujg poprowadzone linie.

Pomiedzy sekcjami zasilania znajdujg sie sekcje montazowe skfadajgce sie z 64 wierszy po 10
kolumn w kazdej i oznaczonych od A do J. Kolumny od A do E i od F do J sg oddzielone zagtebieniem
(przygotowanym miedzy innymi pod montaz ukfadéw scalonych). Wiersze po kazdej stronie tego

zagtebienia sg ze sobg potgczone, tak jak to zostato pokazane na Rys. 1.35.



W kazdej z 4 sekcji zasilania wszystkie gniazda w kolumnie sg
ze sobg potgczone

Gniazda w wierszach tgczone sg po piec

Rys. 1.35 Budowa ptyty do prototypowania - sekcje zasilania i montazu.

Opis pozostatych elementow plyty do prototypowania (zgodnie z nomenklaturg z Rys. 1.34):
1. Sekcje zabezpieczen elektrostatycznych
e miejsca, gdzie poprzez dotkniecie nalezy odprowadzic¢

niezbalansowany tadunek elektrostatyczny z ciata przed

przystgpieniem do manipulacji na ptycie




Sekcja wejs¢ analogowych
8 analogowych wejscie Al <1...16> wykorzystywanych
gtownie jako wejscia oscyloskopowe

wejscia Al SENSE oraz Al GND <17>

programowalne wejscia/wyjscia funkcyjne (PFI) <>

Sekcja konfigurowalnych terminali wejscia/wyjscia

4 typu banan oraz

2 typu BNC

2 terminale na potaczenie skrecane

s BE




Sekcja wejs¢ i terminali pomiarowych

wejscia cyfrowego multimetru (DMM) i analizatora
impedanc;ji (Impedance Analyzer) <28...30>

wyjscia analogowe <31,32>

terminale generatora funkcyjnego (FGEN) <33...36>
wyprowadzenia konfigurowalnych przez uzytkownika
terminali <37...47>

wyjscia zasilacza o regulowanym napieciu (VPS) <48...
(max 0.5 A)

wyjscia zasilacza £15 Voraz +5 (max. 2 A) <51...55>

Sekcja sygnalizacji napie¢

diody sygnalizujgce obecnosé napie¢ na ptycie

&

&




6. Sekcja konfigurowalnych terminali cyfrowych

e cyfrowe wejscia i wyjscia <0...23> (0-5V)

7. Sekcja sygnalizacji stanéw logicznych

e diody LED stuzace do sygnalizacji stanu wyjs¢ cyfrowych

<35...43>

8. Sekcjaterminali cyfrowych

e Licznik/zegar (wejscie/wyjscie)
— PFI8/CTRO_SOURCE: Licznik 0: wejscie zliczajgce
— PFI9/CTRO_GATE: Licznik 0: bramka
— PFI12/CTRO_OUT: Licznik 0: wyjscie
— PFI3/CTR1_SOURCE: Licznik 1: wejscie zliczajgce
— PFI4/CTR1_GATE: Counter 1: bramka
— PFI13/CTR1_OUT: Licznik 1: wyj$cie
— PFI14/FREQ_OUT: wyjscie czestotliwosciowe

~
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e Diody LED 0...7 - wyjscia <35 ...42>

Terminel Strips

9. Sekcja obstugi portu DSUB

e DSUB SHIELD - ekran wyjscia DSUB <43>
e wyprowadzenia pindw 1-9 gniazda DSUB <44...52>

e wyjscia zasilacza DC (max.2 A) masai+ 5V <53...55>

10. Interfejs pomiarowy ptyty do prototypowania.

Gama zastosowan w dydaktyce platformy NI ELVIS |l jest znacznie szersza, a to ze wzgledu na
mozliwosé stosowania innych, dedykowanych do tego urzadzenia, ptyt dydaktycznych. Przyktadami tu
moga by¢ rozwigzania do nauki zagadnieh zwigzanych z:

e systemami wbudowanymi,



e  bioinstrumentami,

e elektronikg cyfrowa,
e ukiadami FPGA,

e telekomunikacjg,

e Swiattowodami oraz z

e procesami sterowania.

Wiekszos¢ rozwigzan dedykowanych do wspolpracy z platformg NI ELVIS dostarczajg firmy:
Freescale, Emona i Quanser.

3.2 Interfejsy pomiarowe zintegrowanych urzadzen makiety ELVIS
[+

Dostep do programowych interfejséw pomiarowych odbywa sie poprzez program NI ELVISmx
Instrument Launcher (Rys. 1.36), ktory uruchamia sie automatycznie podczas podtgczania platformy.
Mozna réwniez go uruchomi¢ z menu startowego:

Start>>All Program Files>>National Instruments>>NI| ELVISmx>>NI ELVISmx Instrument Launcher.

~

S NI ELVISmx Instrument Launcher = %
= 5 =R R =R R EE E
DM Scope FiGEM VPS5 Bode D5A ARE Digln DigQut | Imped | 2-Wire | 3-Wire
Featured Instruments | Resources | My Files & | r

]

Rys. 1.36 . Widok programu NI ELVISmx Instrument Launcher wraz z 12 ikonami do uruchamiania

instrumentéw pomiarowych.
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Multimetr cyfrowy (DMM)

13 Digital Multimeter - NI ELVISmx = X

\ - Banana Jack Connections
7 - - f/
\\ = > -com

».—V

a
S~z ~

\A Device Acquisition Mode z

Devé (NIELVISI4) [y Run Continuously [ _~

\

Rys. 1.37. Widok interfejsu uzytkownika zintegrowanego multimetru cyfrowego makiety ELVIS I+

Opis komponentéw miernika cyfrowego:

1.

©

wyswietlacz,

okno wyboru trybu pracy,

okno informujgce o sposobie podtgczenia w wybranym przez uzytkownika modzie,
okno wyboru trybu pracy: pomiar ciggty lub jednokrotny,

przyciski do uruchomienia i zatrzymania pomiaru,

wyboér zakresu pomiarowego: automatyczny lub reczny — w tym przypadku nalezy dodatkowo

okresli¢ zakres (Range),
ustawienie poziomu odniesienia dla pomiarow,

okno wyboru urzadzenia.

Oscyloskop (Scope)
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Opis komponentéw oscyloskopu:
0.

P
{3 Oscilloscope - NI ELVISmx

Cursors On

vicHo

Type
Immediate

(oo ettros | acvanced setungs | J6—
———
Source < ource
SCOPE CH 0 [+ SCOPE CH 1 -
\ [i7| Enabled ) [enabled
Probe Touping g ijmg
x|w| |DC - x|w»| |DC v
: O - \
Volts/Div Position {Div) Volts/Div Position (Div)
/ | / |
WV [= ol $-%--.___' 3
-

Device Acquisition Mode
Devs (NI ELVIS I1+) =
Run Stop
Graph Autoscale [ ]

Properties

Run Continuously -

{3 Oscilloscope - NI ELVISmx

Cursors On

JcHo

]| Basic Settings | Advanced Settings

vertical

20MHz Filter
Offset (V) 2 riter

Enabled

Graph
Propertes

vertcal
Offset (V)

20MHz Filter
Enabled

Rys. 1.38 Widok interfejsu uzytkownika zintegrowanego oscyloskopu makiety ELVIS 1+

(gérny rysunek - zaktadka ustawien podstawowych, dolny:— zaawansowanych).

Wybdr zaktadki ustawien: ustawienia podstawowe i zaawansowane,

Wybodr kanatu i jego aktywacja

Ustawienia dla zastosowanej sondy pomiarowej oraz rodzaju sprzezenia (DC lub AC)

Ustawianie wartosci napiecia przypadajgcej na dziatke oraz przesuniecia przebiegu,

Ustawienia wyzwalania (trybu, kanatu, aktywnego zbocza i poziomu),

Ustawienie podstawy czasu,
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6. Przyciski drukowania, zapisu zawartosci wyswietlacza oraz pomocy,

7. Graficzna prezentacja mierzonych napie¢ w funkcji czasu,

Wigczanie pomiaru wartosci przebiegu i ustawianie wtasciwosci wykresu,
Wigczanie i przypisanie kursoréw do kanatu pomiarowego.

10. Sekcja ustawiania poziomu przesuniecia sygnatu i wigczania filtra.

M. Generator funkcyjny (FGEN)

{3 Function Generator - NI ELVISmx

( Frequency

() Ampitude DCOffset
|
\ \ —
\s (A 00 J "100 50 J 50 ‘,/
1,00 4 Vpp 0,00 14 v
|- -
j I'LI‘ et Moddaton Type
100 14 He None
Ll /) \ 8.4 7,
s \ /
StartFrequency  Stop Frequency  Step Step Interval &7
100 44| Hz 1k 4 Hz 100 44|Hz | 1000 4 ms @
\ J /
Device Signal Route
\ Devé (NIELVISI14) [ FGENBNC [y

Manual Mode

Rys. 1.39 Widok interfejsu uzytkownika zintegrowanego generatora funkcyjnego makiety ELVIS 11+

Opis komponentéw generatora funkcyjnego:

1. Wyswietlacz cyfrowy generowanej wartosci,

2. Ustawianie parametréw generowanego przebiegu, w tym: czestotliwosci, amplitudy,

przesuniecia, rodzaju modulaciji,

3. Ustawienia parametrow do przemiatania sygnatu: czestotliwosci poczatkowej i koncowe;j,
kroku i czasu pomiedzy kolejnymi krokami,
4. Wybdr wyjscia sygnatu: FGEN BNC lub ptyta prototypowania,
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5. Przycisk uruchamiajgcy przemiatanie sygnatu,
6. Wybdr rodzaju generowanego przebiegu,

7. Wybdr trybu regulacji czestotliwosci i amplitudy: za pomocg pokretet wirtualnych (z sekcji nr 2)

lub rzeczywistych znajdujgcych sie na makiecie.

V. Zasilacz regulowany (VPS)

{3 Variable Power Supplies - NI ELVIS... = &
& LabVIEW L —
0.0 0.0
Manual Manual
s Voltage Voltage ™\ \2
\‘\\uln,,’, ‘\\\\\hnl,’
N N /.

R

watlizgg
N
&— R
© “rrann
o iy
\\‘ 7,
,k»

LETITIL

' > A
Supply Source  Start Voltage Step
e 4 L

Supply + [ 0,00 4|V 0,25 4|V

Stop Voltage Step Interval
12,00 [4|v 1000 1| ms
\ J

Device
Devé (NELVISII+) [«

(o)) g} __5

Rys.1.40 Widok interfejsu uzytkownika zintegrowanego zasilacza regulowanego makiety ELVIS 1+

Opis komponentéw zasilacza regulowanego:

1. wyswietlacz ustawionych wartosci napiecia,

2. wybor trybu regulacji napiecia: za pomocg pokretet wirtualnych (z sekcji nr 3) lub

rzeczywistych znajdujgcych sie na makiecie.

3. sekcja ustawiania wartosci napiec,
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4. ustawienia parametrow do przemiatania napiecia: wybor zasilacza, napiecia poczatkowego i

koncowego, kroku i czasu pomiedzy kolejnymi zmianami,

5. przycisk uruchamiajacy przemiatanie napiec.

V. Analizator czestotliwosciowy (Bode)

{3 Bode Analyzer - NI ELVISmx

Frequency (Hz) 0,00

Phase (d

Gain 0,00

Gain (dB) Inf

Connections: SCOPE CH 0 - FGEN SCOPE CH 1 - Signal

Stimulus Channel  Response Channel
SCOPECHO |w SCOPECH 1 [ |
(" Start Frequency '
100,00 34 Hz
Stop Frequency
10,00k % |Hz
Steps
5 1+ (per decade)
Op-Amp
Peak Amplitude Signal Polarity
2,00 Normal :v
[ Mapping
Logarithmic | » V| Autoscale
Cursors On
L -

Device
Dev6 (NIELVISII4+) [

Run Stop Help

Rys.1.41 Widok interfejsu uzytkownika zintegrowanego analizatora Bodego makiety ELVIS |1+

Opis komponentéw analizatora charakterystyk czestotliwosciowych:

1. wyswietlacz graficzny zmierzonej odpowiedzi uktadu,

2. wybdr kanatu dla sygnatu pobudzajgcego oraz rejestrujgcego odpowiedz,

3. ustawienia parametrow sygnatu pobudzenia: czestotliwosci poczgtkowej, koricowej, kroku,

amplitudy oraz polaryzaciji,

4. sekcja ustawien graficznej prezentacji wynikow,

5. wyswietlacz cyfrowy aktualnie mierzonych wartosci.
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VI. Analizator sygnatéw ( DSA)

3 Dynamic Signal Analyzer - NI ELVISmx = X
- ———————
m u Source Channel Voltage Range
LabVIEW ental Frequency Po :
- Fundament c SCOPECHO  [w +/-10V[
Frequency Span
40000 -4 RMS -
Resolution (lines) Weighting
400[+| Exponential - Q’.______
Window = of Averages
None |- S
\ J
( Type )
Immediate - /
RO (%) 0,00 SINAD (@8] 0,00 ( units Mode A
B v| RMS - t
Scale
Auto
\ = J
Device Acquisition Mode

Devé (MIELVISII4) [w] |RunContinuously  [w]

Run Stop Print Help

Cursors On 1 i C2 = ‘. _ a . - B @ 7

Rys.1.42 Widok interfejsu uzytkownika zintegrowanego analizatora sygnatéw dynamicznych makiety
ELVIS I+

Opis komponentdéw analizatora sygnatow dynamicznych:

1. wyswietlacz graficzny widma sygnatu oraz przebiegu w dziedzinie czasu,
2. wybor kanatu dla sygnatu pobudzajgcego oraz rejestrujgcego odpowiedz,

3. ustawienia parametrow sygnatu pobudzenia: czestotliwosci poczatkowej, koncowej, kroku,

amplitudy oraz polaryzacji,
4. sekcja ustawien graficznej prezentacji wynikow,

5. wyswietlacz cyfrowy aktualnie mierzonych warto$ci.
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VII. Generator arbitralny (ARB)

{3 Arbitrary Waveform Generator - NI ELVISmx —

(" Output Channel Waveform Name Gain
«| [JEnabled <empty > @) 1004

v Enabled < empty >
\

' - B I
Update Rate jger Source )

1,0k 12 sfs Immediate | Click to Launch —
. J

Device Generation Mode A Run 7 Stop rHelp 7
Dev6 (NI ELVIS I1+4) = Run Continuously  [] [€ = [ N ] T

Rys.1.43 Widok interfejsu uzytkownika zintegrowanego generatora arbitralnego makiety ELVIS 11+

Opis komponentéw generatora arbitralnego:
1. graficzna reprezentacja generowanego przebiegu,

2. ustawianie kanatu wyjsciowego, $ciezki dostepu pliku ze zdefiniowanym sygnatem oraz

ustawianie wzmocnienia sygnatu,

3. ustawienia parametrow od$wiezania sygnatu (ilosci probek w czasie 1 s) i sposobu

wyzwalania,
4. wigczanie edytora sygnatu (informacje o jego uzyciu znajdujg sie w pliku pomocy),

5. wybor sposobu generowania sygnatu w czasie: ciggtego lub jednokrotnego.
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Czytnik sygnatéw cyfrowych (Digin)

{3 Digital Reader - NI ELVISmx

Lines to Read
8-15 [

Device Acquisition Mode
Devé (NIEVISI4)  [w)]  RunContiuously [v] |

Y D =

Run Stor Help

(» ][ n /(o]

Rys.1.44 Widok interfejsu uzytkownika zintegrowanego czytnika sygnatéw cyfrowych makiety
ELVIS I+

Opis komponentéw czytnika sygnatow cyfrowych:
1. wyswietlacz odczytanych standw z poszczegdlnych linii,
2. wybdr adreséw odczytywanych linii,

3. okno wyboru trybu pracy: odczyt ciggty lub pojedynczy.
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Generator sygnatow cyfrowych (DigOut)

p
{3 Digital Writer - NI ELVISmx = S

Lines to Write
0-7 (]

Pattern

Manual =
Manual Pattern =0
FENFIFCRIELRL
J VNV V V VNV VLo
7 6 5 4 3 2 1

Lines: 0

Action Direction |
Togge Left [o] €T

Device Generation Mode
Devé (NIELVISII4+)  [w]| | Run Continuously [ | 1€ T
Run Stop Help

EIERIC

\ A

Rys.1.45 Widok interfejsu uzytkownika zintegrowanego generatora sygnatéw cyfrowych makiety
ELVIS I+

Opis komponentéw generatora sygnatow cyfrowych:
1. wyswietlacz zadanych standw logicznych zaadresowanych linii,
2. adresowanie linii,

3. sekcja ustawiania wartosci logicznych na wyjsciach: recznego (przetgczniki) lub

automatycznego (generacja rampy, negacja wartosci lub ,wedrujgcej jedynki”),

4. panel manipulacji stanami na wyjsciu linii — aktywny tylko przy recznym ustawianiu stanéw

logicznych,

5. okno wyboru trybu pracy: odczyt ciggty lub pojedynczy.
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VIILI. Analizator impedancji (Imped)

{3 Impedance Analyzer - NI ELVISmx =

1000,00 <4 Hz
-

[ Visible Section Mapping

=

@ Linear ||

Device

Dev6 (NI ELVIS II+) [=]
Run Stop Help
» | m]=][e

Rys.1.46 Widok interfejsu uzytkownika zintegrowanego analizatora impedancji makiety ELVIS 11+

Opis komponentéw analizatora impedancji:

1. graficzna prezentacja warto$ci impedanc;ji testowanego urzgdzenia oraz wartosci rzeczywistej,

urojonej, amplitudy i fazy,

2. ustawianie czestotliwosci pomiaru,

3. wybor reprezentacji graficznej pomiaru.
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IX. Analizator |-V dwojnikéw (2-Wire)

ﬁ Two-Wire Current-Voltage Analyzer - NI ELVISmx = % 1
ELabVIEW' Start Negative

0,00 4|y -40,00 3 mA
) Increment Positive [——
0,25 =V 40,00 <+ |mA
Stop

1,50 =y

(" Voltage Current \
Linear - Linear -

| Autoscale
\.

Cursor On

Device
Devé (NI ELVIS IT+4) [«
Run Stop t ] Hialg ————.___

Current (mA) 0,00 Voltage (V) 0,00 = - ) 9 |

Rys.1.47 Widok interfejsu uzytkownika zintegrowanego analizatora I-V dwéjnikéw makiety ELVIS 1+

Opis komponentéw analizatora I-V dwojnikow:
1. wysSwietlanie zmierzonych parametréw- charakterystyk |-V,
2. wybor przedziatu i kroku dla przemiatanego napiecia,
3. sekcja ustawiania warto$ci maksymalnych prgdow,

4. ustawienie wzmocnienia mierzonego pradu (poprawia doktadno$¢ pomiaru dla matych

wartosci, lecz wydtuza czas akwizycji i ogranicza dopuszczalng wartos¢ pradu),
5. ustawienia parametrow wyswietlania sygnatéw: wybér typu osi i autoskalowanie,

6. Wyswietlanie biezgcych wartosci natezenia pradu i napiecia.
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X. Analizator I-V tréjnikéw (3-Wire)

{3 Three-Wire Current-Voltage Analyzer - NI ELVISmx = RS 1
iLavew
0,00 ¥4\v 15,00 194/ uA
Vc Stop Ib Step
1,00 14|y 1500 [HuA NG
Vc Step Number of Curves \
0,100 v 318
Ic Limit
40,00 <4 /mA
mm\\
Linear |[v] Linear :v V| Autoscale
Device e
Dev6 (NI ELVIS II+ .
Run Stop t Help
®» | H H ||| @

Rys.1.48 Widok interfejsu uzytkownika zintegrowanego analizatora |-V trojnikow makiety ELVIS 11+

Opis komponentéw analizatora I-V trdjnikow:

=

wyswietlanie zmierzonych parametréw- charakterystyk I-V,

2. wybor typu badanego tranzystora,

3. ustawianie przedziatu, kroku dla prgdu bazy oraz ilosci zbieranych charakterystyk,

4. ustawianie przedziatu, kroku dla przemiatanego napiecia kolektora oraz ograniczenia

pradowego,

5. sekcja ustawiania wartosci maksymalnych pradéw,

6. ustawienie wzmocnienia mierzonego pradu (poprawia doktadno$é pomiaru dla matych

wartosci, lecz wydtuza czas akwizycji i ogranicza dopuszczalng wartos¢ pradu),

7. ustawienia parametrow wyswietlania sygnatéw: wybér typu osi i autoskalowanie,

8. wyswietlanie biezgcych wartosci natezenia pradu i napiecia.
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